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摘要(译)

超声波测量装置包括超声波换能器装置和基于来自超声波换能器装置的
接收信号执行处理的处理装置。处理装置包括数据获取单元，该数据获
取单元基于接收信号获取第一至第K（K是大于或等于2的整数）A模式波
形数据组，其对应于扫描方向的情况相对于测量位置表面的平面是第1到
第K方向;选择单元，基于第1至第KA模式波形数据组选择测量结果A模式
波形数据;通知控制单元，基于测量结果A模式波形数据和测量结果A模式
波形数据组中的至少一个生成通知数据，该测量结果A模式波形数据组对
应于测量结果A模式波形数据，并输出生成的通知数据。
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